
 

 

 

 

 

 

 極点処理をＯＤＦＰｏｌｅＦｉｇｕｒｅ１．５ソフトウエアで解説 
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概要 

 ＯＤＦＰｏｌｅＦｉｇｕｒｅ１．５ソフトウエアは、ＯＤＦＰｏｌｅＦｉｇｕｒｅ２ソフトウエアの 

簡易版で平滑化、ＲＤ補正、バックグランド除去、吸収補正、ｄｅｆｏｃｕｓ補正、規格化、 

Ｒｐ％の最小化、全ＣＴＲソフトウエアのランチャーなどをサポートしています。 

   本資料では、主なる機能を目的別に解説します。 

 

入力データ 

 リガクＡＳＣフォーマット 

  ＲＩＮＴデータの場合、ＲＡＷデータをＲＩＮＴソフトウエア付属のＡＳＣＩＩ変換 

  ＳｍａｒｔＬａｂの場合、測定時ＲａｓファイルとＡＳＣファイルを作成 

  ＰＡＮａデータは、ＰＡＮａｔｏＡＳＣでｘｒｄｍｌをＡＳＣに変換 

  Ｂｒｕｋｅｒデータは、ＵｘｄｔｏＡｓｃでｕｘｄをＡＳＣに変換 

 

出力データ 

 ＴＸＴ２データ（α、β、極密度） 

 ＴＸＴデータ（β、極密度） 

 ＡＳＣデータ 

 ＲＡＳデータ 

 

 

バックグランド処理条件  Rp%条件  RD補正 

 

Defocus補正  規格化  Rp%最小化計算指定  計算開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



測定の前提 

  測定に用いる光学系 

  圧延など材料加工を行った試料では、残留応力が含まれている事があります。 

 極点測定はビームに対し試料を傾けて測定しています。 

 材料煽り回転軸にＸ線照射を行うために、極細のスリット（Ｓｃｕｌｚ）を用います。 

    この関係は、反射法は歪測定の側傾法、透過法は歪測定の並傾法と同一です。 

 残量応力が含まれていると測定２θ角度がシフトします。 

 よって、受光側の光学系は平行性を落と、十分な広さを確保します。 

 ゴニオ半径１８５ｍｍの場合ＳＳ，ＲＳ共７ｍｍ 

 ゴニオ半径２５０ｍｍの場合、ＳＳ，ＲＳ共１０ｍｍを使います。 

 又、受光モノクロメータは使用しません。 

バックグランド測定 

  バックグランドは光学系の影響を受け、α方向にプロファイルを持ちますが、β方向では同一です。 

   統計変動を無視出来れば、α角度毎に２θ方向の回折線と回折線の間の２θ位置に於けるβプロファイ   

    ルの最小値がバックグランドと考えます。この様に測定すれば、非晶質を含まない材料の場合、α角度

毎に測定極点データはバックグランドより大きな値になります。 

回折線の極点図測定をピーク極点図測定と表現すると 

    α角度毎に、ピーク極点図のβ方向プロファイルの最小β角度位置が、バックグランド測定に於ける 

 β角度として、バックグランド測定時の２θ角度（通常はピーク２θ±３ｄｅｇ）で統計変動を抑える 

 測定を行います。（ピーク極点測定計数時間の５倍程度） 

 リガクの場合、ピーク極点図測定と同時にバックグランド測定が行われています。 

 バックグランド測定を単独で行うと上記前提が失われています。 

 若し単独で行う場合対称性を考え、β範囲を０－＞９０度（０－＞４５）とし、計数時間を５倍で測定 

 し、最小値をバックグランドとします。 

 バックグランド測定データの平均値ではバックグランド強度は求まりません。 

 例えば、以下のピーク極点図の場合 β方向の平均値を表示すると、最大値はα＝３５deg 

  

  

｛１１１｝の２θ角度は 38.42度 

α＝35度のβプロファイルの最小値は 

β=175degなので、 

α=35degのバックグランド測定角度は 

２θ＝38.42±3deg、β=175degで測定 



  ＲＤ方向 

  材料を加工し圧延方向に目印を付け、測定時圧延方向を基準方向に揃えて取り付ける。 

 基準方向は、メーカや機種により異なります。β角度を０に移動して取り付けます。 

 ＲＩＮＴ横型ゴニオの場合、ＲＤ方向を真上に取り付け 

 ＲＩＮＴ縦型、水平ゴニオの場合、ＲＤ方向をゴニオ側に取り付け 

 Ｕｌｔｉｍａの場合、ＲＤ方向をゴニオ側に取り付け 

 ＲＡＰＩＤの場合、ビーム方向に取り付け 

 Ｓｍａｒｔｌａｂの場合、ゴニオと反対方向に取り付け 

 ＰＡＮａ，Ｂｒｕｋｅｒの場合、ビーム方向に取り付け 

 測定には、連続測定とＦＴ測定があります。極点図を５度間隔のデータで作成する場合 

 β角度範囲を０－＞３６０で測定すると 

  連続測定は、測定点数が７２個、β角度は２．５、７．５、．．、３５７．５ 

  ＦＴ測定の場合、測定点数は７３個、β角度は０、５、１０、．．．、３６０ 

 となり、同一試料でも測定データ数が異なります。 

 リガクの場合、連続測定は内部で－２．５－＞３６２．５の測定を行い、測定データ点数を７３個とし 

 連続測定データとＦＴ測定データを同一にしています。 

他社の測定もこの様な測定を勧めます。 

  吸収係数測定 

 高分子材料や試料が薄い場合、吸収補正を行います。 

 測定試料の厚さが既知の場合、文献（Ｘ線の手引き）から質量吸収係数と密度を求め吸収係数を計算 

 質量吸収係数＊厚さ（ｕｔ）が１．０に近い値なら、吸収補正は不要 

 或いは、直接試料透過係数からｕｔを計算する。 

  回折線の試料による減衰からｕｔを求める。 

  

  吸収係数 ｕｔ＝－ｌｎ（Ｉｓ／Ｉｏ） 

 

 

 

 

 

 

 



  光学系の補正（ｄｅｆｏｃｕｓ補正） 

 ＸＲＤによる極点測定では、試料を煽って測定しています。 

この煽りにより、Ｓｃｈｕｌｚスリットの幅により回折線が２θ方向に広がり、測定強度が低下します。 

この減衰を無配向試料で測定し補正を行います。 

出来たら、受光スリットを大きく広げて測定しなければなりませんが、検出器の幅や隣の回折線の 

受けない様な幅にします。 

 

 

 

  Defocus曲線は測定２θ角度と受光スリット幅による固有な曲線です。 
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測定バックグランドから正確なバックグランドを求める。 

 CTRソフトウエアでは、α方向のバックグランドプロファイルが確認出来ます。 

 バックグランドも、ｄｅｆｏｃｕｓ曲線を描きますが、ピーク極点図の影響などで 

ｄｅｆｏｃｕｓ曲線から外れる場合修正を行います。 

 DATA:CTR¥DATA¥ODFPoleFigure¥111-OSC.ASC 

 極点図     バックグランドプロファイル確認 

  

 バックグランドを拡大（黄色：低角度バックグランド、紫：高角度バックグランド） 

   

 低角度側バックグランドを用いて、バックグランドモードをｄｅｆｃｏｕｓモードで計算 

 水色のバックグランドが計算される。 

  

 ｄｅｆｏｃｕｓ曲線は測定バックグランドの８０－＞９０のデータ平均値で計算されています。 

 ８０－＞９０の範囲以外の場合、ODFPoleFigure2ソフトウエアで試してください。 

ピーク極点図の最小プロファイル（赤）より 

バックグランド強度は低いが 

極点図の外周付近や中心付近でバックグラン

ド強度が高くなっているのは異常、 

修正が必要 



測定バックグランドが異常な場合、バックグランドを手入力出来ます。 

         

  

 バックグランドの強度を変更し、Ｆｉｌｅ－＞ｓａｖｅ、Ｃｒｅａｔｅで変更 

 

 Ｅｘｃｅｌが付属していれば 

 で Excelを起動し修正を行う。 

 

  

 Ｅｘｃｅｌデータを変更し、Ｆｉｌｅ－＞ｓａｖｅ、Ｃｒｅａｔｅで変更 

 

 いずれにしても、バックグランド曲線は、ｄｅｆｏｃｕｓ曲線に近い曲線になります。 

 必ず、バックグランド曲線は確認してください。 

 不適切なバックグランドでは、Ｒｐ％（Ｅｒｒｏｒ）が大きくなります。 

 

 測定されているバックグランドは色々問題が含まれています。 

 確認が必要です。 

 

 

 



極点図の平滑化 

 反射極点図や透過極点図のような不完全極点図では、α方向の平均化は難しい。 

 平均化が必要な極点図は、回折に寄与する結晶粒の数か少ない場合であり、極密度の高い部分を 

 関数近似出来ないケースが多い。 

 このような場合、波形データ処理で良く使われているＳａｖｉｔｚｋｙ－Ｇｏｌａｙ法は不向きと 

 考えられます。不完全極点図では、不完全部分の終端の平均化が問題になります。 

 Ｓａｖｉｔｚｋｙ－Ｇｏｌａｙ法では、最低でも５点のデータが必要で、測定されていない方向に 

 ２点のデータを予測しなくては計算できず、通常、同一データを用いて計算されています。 

 ＣＴＲソフトウエアの平滑化では、どのような平均化でも、１点のデータ予測で計算出来ます。 

 この利点から、Ｃｕｂｅ方位の｛１００｝完全極点図の平滑化を行っても、中心部分と外周部分の 

 減衰率がほぼ同一の計算が行われます。 

 ＯＤＦ計算を行う場合、平均化を行わずにＯＤＦ解析を行い、再計算極点図をＥｘｐｏｒｔして 

 平滑化を行い、ＯＤＦの再入力極点図として再度ＯＤＦ計算を行うことも考えられます。 

 重要なのは、平滑化によるα方向の重みが大きく変化しない事です。 

 例」：ODFPOleFigure2の ADC平滑化２－９の場合 

 入力データ   ２－９平滑化 

  

 評価（RDから-RDのプロファイルを PoleFigureProfileソフトウエアで比較 

  

 平滑化でα軸方向の減衰率がほぼ同一である事が確認出来ます。 

 ご使用の極点図解析ソフトウエアの平滑化動作を確認してください。 

赤線：入力データ 

青線：平滑化データ 



ＲＤ方向の補正 

 試料取り付けが回転している場合 

  

 ｛１１１｝極点図はα＝４５、１３５、２２５、３１５度方向 

 ｛２２０｝極点図はα＝０，９０，１８０，２７０度方向 

 に最大密度が存在するはずですが、少し回転しています。 

 ｛１１１｝     ｛２２０｝ 

  

 約５度回転しているので、－５度回転を調べます。  

  

  

 対称極点図は重要で、解析時１／４対称極点図で計算する場合、極の広がりや最大極密度に影響します。 

 結果的に ODFのＥｕｌｅｒ角度ズレ（結晶方位のずれ）と最大方位密度に影響します。 

左右上下 

対称極点図が 

得られます。 



材料が薄い場合、吸収補正が必要です。 

 ｕｔ＝１の場合、吸収補正は不要です。 

 しかし、材料が薄い場合、試料を煽ると反射に寄与する体積が変化します。 

 この為、α方向に反射強度に重みを持ちます。 

 例えば、アルミニウムの｛１１１｝極点図の吸収補正量は 

  

 ut=1  

 

  

 ut=0.137  

  

 試料が薄い場合、試料を煽ると、回折に寄与する体積が増す分、補正を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



ｄｅｆｏｃｕｓ補正曲線の登録 

 無配向試料の極点図のα軸方向プロファイルを登録する。 

 この補正は、バックグランドを削除して登録 

 

 

バックグランド削除で calc 

 

計算された TXT2ファイルを登録 

 

 

  



 複数同時選択すると、多項式近似式が登録されます。 

 

 

 テキスト内容を表示 

 

アルミニウム、｛１１１｝、｛２００｝、｛２２０｝のｄｅｆｏｃｕｓ多項式が登録されています。 

｛１１１｝の近似式    ｛１１１｝の測定強度 

 

ｄｅｆｏｃｕｓ補正の場合、上記左側データを極点図に掛け合わせます。 

極点図の中心より外側の強度を上げる効果があります。 

 

登録時規格化を行っていないので、装置を長時間使用すると、Ｘ線管球の強度低下による影響を受け 

実際の相対規格化値が大きくなり、配向データの計算極密度が低下します。 

一定期間で、ｒａｎｄｏｍ試料の再測定を行って下さい。 

登録時規格化を行えば、問題ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ｄｅｆｏｃｕｓ補正 

 配向材料のｄｅｆｏｃｕｓ補正 

 

 

バックグランド削除  、ＲＤ補正、ｄｅｆｏｃｕｓ補正、内部規格化なし、中心強度平均で計算 

  

 内部規格化を行うと（不完全極点図なので、疑似規格化であるが） 

  

 

無配向試料が得られない場合のｄｅｆｏｃｕｓ補正 

 ODFPoleFigure2の内臓ｄｅｆｏｃｕｓ曲線を使用してください。 



Ｅｒｒｏｒの最小化（Ｒｐ％の最小化） 

 Ｃｕｂｉｃ材料でｄｅｆｏｃｕｓパラメータを調整しＲｐ％の最小化を行う。 

 ｄｅｆｏｃｕｓファイルは登録時規格化を行ったファイルを選択してください。 

  

 

 Ｒｐ％最小化を選択し、計算を開始 

 

 

 

 Ｒｐ％の最小化されたＴＸＴ２ファイルが作成されます。 

 

 

 


